
概 要 特 長

GS610は各動作モードにおいて、下図のようにソース（発生）、メジャー

（測定）、コンペア（比較判定）を同期させることができます。トリガを基点と

してソースディレイ時間の経過後に発生を開始し、ソースレベルが安定す

るまでの待ち時間（メジャーディレイ）を経過した時点で、所定の積分時間

による測定を行ないます。１つのテストサイクル内でソース（発生）とメ

ジャー（測定）が完了すると、測定結果を上限値、下限値と比較し、HIGH、

IN、LOW などの判定結果を出力します。
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（＊１）

1ms～3600s

1μs～3600s

*1 積分時間：250μ/1ms/4ms/16.6ms or 20ms
/100ms/200ms

コンペア(比較）

ＨＩ： 判定結果出力 ＨＩＧＨ
ＩＮ： 判定結果出力 ＩＮ
ＬＯ： 判定結果出力 ＬＯＷ
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ダイオードの電圧-電流特性

コンパレータ機能を使った良否判定試験

ソース（発生）、メジャー（測定）、コンペア（比較）の同期実行

比較判定結果をHI、IN、LOのステータスで出力

判定基準値をリアルタイムに変更可能

最速1ms毎の高速テストサイクル

生産ラインでの良否判定試験を容易に実現可能

1μs～3600s

GS610の詳しい情報はこちら

http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/Bu/gs610/welcome.htm

